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(54) Zariadenie na snimanie ¥trukturdlnych chyb dreva

1

Vyndlez sa vztahuje na zariadenie, ktoré je vhodné na automatické optoélektrické snfma-
nie Strukturdlnych chyb dreva ako sui hr&e, hnilobné miesta, presmol, trhliny apod., ak su
tieto chyby viditelné na neznedistenej plocha.

Pou¥itie optoelektrickych principov snimania a hodnotenia kvality najmi rovinnych
pldch pravidelnych telies z rdznych materidlov je vo v3eobecnosti zndme, VyuZive ss pritom
skutodnost, %e materidly s rdznou povrchovou struktirou zdrsnenia, zafarbenia apod., nerov-
nomerne odré?aji, pohlcuji, &i rozptyluju svetlo, tak¥e rozne Sasti hodnotenej plochy a pri
rovnomernom osvetleni sa javia ako viac alaebo menej svetlé, &i tmavé, Vyrazne je to napr,

u niektorych drevin znehodnotenych zdravymi alebo hnilobou nepadnutymi hréemi, presmolom,
$i trhlinemi.

Strukturélne chyby tychto drevin moZno snimet na zéklade ich optickych prejavov plod-
ne napr. televiznou kamerou alebo diskrétne optoelektrickymi snimedmi typu fotoodpor, foto-
dioda, fototranzistor. Ak sa snimaji uvedené Strukturdlne chyby dreva televiznou kamerou,
vznika ju ta¥kosti so zachytenim malorozmerovych hré e men¥ich trhlin., Pri diskrétnom snima=-
ni Strukturdlnych chyb dreva nepr, tek, %e pod radou fotoniek sa rovnomerne pohybuje hodno-
tend plocha, si problémy najms so zachytenim malych trhlin. Je to dbsledok integrélnej cit-
1livosti fotdnky na celd snimani pldsku, ktord je opticky ohraniend clonou alebo Specidlnou
ugmertiovacou fosovkou (u fototranzistora KP 101) ne urdity, oby¥ajne kruhovy plosny utvar,
v rozsahu ktorého malé priebeZnd trhlina reprezentuje zanedbatelnd Zast tejto snimanej plo=
chy., Citlivost foténky je eXte pritom znatne premenlivéd aj podla vzdialenosti od osi optice
kej symetrie. Rozdiely citlivosti fotdniek pri snimani vi&&ich pléch mb%u byt na celej plo=

“che a% 20 a% 30 %, ba aj vysBie. Reakcia fotonky ne &trukturélne chyby nechédza jice sa v o=
kemihu snimania v okrajovych ¥astiach snimanej plochy je o to men3ia, '
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Uvedené nedostetky odstrafiuje zariadenie na snimanle trukturdlnych chyb dreva, kto=-
rého postatou je, ¥e pozostéva z fotdniek linedrne rozloienych 8 rovnakym odstupom v otvo=
roch telesa snimacieho zariadenia, pridom v dréZke pred fotonkemi je uloZend lineérne op-
tika tvaru valcovea odsede, ktorej rovinnd Zast Jje obrétend smerom k fotonkem a celkove
zaujima taky polohu, aby osi optickej symetrie fotoniek boli na tdto rovinu kolmé a aby
‘sydasne le¥ali v rovine optickej symetrie linedrnej optiky.
Hodnotend rezné plocha dreva sa snima zarisdenim z melej vzdialenosti, tekZfe vplyvom integ-
réineho optického u&inku smerovych vlastnosti.foténiek z pridavnej optiky sa ka¥%dou foton-
kou snima plodny dtver v tvare pretiashlej elipsy. Tym sa zvy8i celkovéd citlivost celého
snimada na vyskyt pretishlych chyb, eko su trhliny, ek sui tieto orientovené pribliZne poz-
al% hlevnej osi symetrie eliptickej plddky, snimenej niektorou z fotoniek, Naproti tomu
citlivost zariadenia na vyskyt ploinych ¥trukturdlnych chyb ss nezmenf. Zariadenie je pre-
to dostatodne citlivé na v8etky druhy 3trukturdlnych chyb dreve. '

Na priloZenom vykrese je znézornené podstata konkrétneho riedenie zariadenia podla
vynélezu. Na obr. 1 je znézornené celkové riedenis zariadenia, Na obr. 2 je znézorneny rez
A-A zarisdenim. .

Zariadenie ne snimenie Strukturdlnych chyb dreve ako celok pozostéve z telesa 1 ,
v ktorom st s po¥adovanym odstupom navrtané otvory 2 & v nich sd umiestnené fotonky 3 ,
vodivo pripojené cez dosku tladenych spojov 4 na konektor 5% . Optika 6 , ktord mé tvar
_valcovej odseda je zasunutd do dréfky J telesa snimala L . ’

Popisané zariadenie na snimanie ¥trukturdlnych chyb dreva pracuje tak, %Ze pri rovno=
merne osvatlenaj reznej plocho dreva pohybujiceho sa pod nim vo vzdislenosti cce 5 mm op- .
ticky ohmetdvae snimani plochu, takZe siustavou. fotoniek 3 zachytéve postupne zmeny jej
optlckych vlastnosti. V¥ystupné napidtové signély fotoniek sa pritom spracovdvaju napr. tek,
%e sa Vv dasovych intervaloch vzorkujd, digitalizujdi a zavédzaji sa do pam#ite riadiaceho ‘
poditada, mikropodftase apode., kde sa vyhodnocujui.

Vzdialenost navrtanych otvorov pre jednotlivé fotonky je zévisld na poadovanej cit-
livosti s akou sa maji snimet Jjednotlivé Btrukturdlne chyby dreve. Zévisi aj na predpokla-
denej vzdislenosti zariadenia od povrchu hodnotenej plochy, pretofe eliptické plodky, sni-
mené Jednotlivymi fotdnkami sa musia v smere vedlaj$ej osi prekryvat minimdlne cca o 1/4
jej al#ky, aby sa vyli¥ili opticky hluché miesta na hodnotenej ploche. Pri pouzit{ foto-
tranzistors KP 101 moZno vrtat otvory s minimdlnym osovym odstupom do 2,5 mm & moZno sni-
mat ¥trukturdlne chyby pri vzdielenosti zariesdenie okolo 5 a% 10 mm ned povrchom hodnote-
nej plochy.

Popisené zariadenie moZno s vyhodou poufit pre jednostranné ale aj viecstranné hod-
notenie vyskytu ¥trukturdlnych chyb pravidelne opracovanych vyrobkov z dreva, ako Jje re-
zivo, prirezy a hranolky. MoZno ho v3ak vyu’¥it aj v 8irsfch suvislostiech pri automatizé-
cii procesov hodnotenia kvelity povrchu v inych vyrobnych sférach.

PREDMET VYNALEZU

Zeriadenie na snimenie Strukturdlnych chyb dreve ako su hrée, hnilobné mieste, presmol

a trhliny, vyznaduje se tym, %e pozostdva zo sustavy fotoniek (3) lineérne rozlo¥enych

8 rovnakym odstupom v otvoroch (2) +telesa snimada (1) , pri%om v dréd%ke (6) telesa
snimada (1) pred sdstavou fotoniek (3) je uloXené linedrna optike (7) v tvare valco=
vej odsede, ktorej rovinné &ast Je obrétend smerom k fotdnkam (3) a celkove zaujima taki
polochu, aby osi optickej symetrie fotdoniek (3) boli na tito rovinu kolmé a aby sydasne
le¥eli v rovine optickej symetrie linedrnej optiky (7) .
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